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Lp. Elementy podlegajgce ocenie/kryteria oceny
R1 Rezultat 1: Wykaz wyposazenia stanowiska pomiarowego

Uwaga: dopuszcza sie stosowanie rownowaznych sformufowan

Zadajgcy w fabeli 5 w dowolnej kolenosci zapisal:

zasilacz, funkcja zasilenie ukladu lub generator poziomow logicznych, funkcja zadanie stanow

el logicznych
R.1.2 |analizator poziomow logicznych lub oscyloskop, funkcja pomiar pozioméw logicznych
R.1.3  |woltomierz lub multimetr lub oscyloskop, funkcja pomiar napiecia
R.1.4  |multimetr Iub tester dioed, funkcja test diod
R2 Rezultat 2: Ocena zgodnosci wynikow pomiaréw poziomow logicznych bramek B1i B2 w bloku

cyfrowym uktadu SWO ze stanami logicznymi sprawnego ukltadu SWO

Zadajgcy w labeli 6 zapisat:

wartosci odczytane D1 dla bramki B1: H lub 1 (tryb nr 1), L lub 0 {tryb nr 2),

R21 |4 1ub 1 (iryb nr 3), L lub O (iryb nr 4)
w kazdym trybie dla bramki B1 wniosek: zgodny pod warunkiem, ze poziomy logiczne w kolumnie 4i 5 w
R.2.2 |danym wierszu (trybie) sg identyczne lub niezgodny, jezeli poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym
wierszu (trybie) sg rézne
R2.3 wartosci odczytane D3 dla bramki B2: H lub 1 (tryb nr 1), H lub 1 (tryb nr 2),
- H lub 1 {tryb nr 3), Hlub 1 (tryb nr 4)
w kazdym trybie dla bramki B2 wniosek: zgodny pod warunkiem, ze poziomy logiczne w kolumnie 4i 5 w
R.2.4 |danym wierszu (trybie) sg identyczne lub niezgodny, jezeli poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym
wierszu (trybie) sg rézne
R3 Rezultat 3: Ocena zgodnosci wynikéw pomiaréw napiec¢ w bloku analogowym ukiadu SWO z

wynikami przewidywanymi dla ukladu dzialajacego poprawnie

Zadajgcy w fabeli 7 zapisal wniosek dla:

R.3.1 baza tranzystora T1: niezgodny
R.3.2 kolektor tranzystora T1: niezgodny
R.3.3 baza tranzystora T2: zgodny
R.3.4 kolektor tranzystora T2: zgodny
R.3.5 baza tranzystora T3: zgodny
R.3.6 kolektor tranzystora T3: zgodny
R4 Rezultat 4: Ocena zgodnosci wynikéw pomiaréw napiec na zlgczach p-n diod D1+D3 oraz

tranzystorow T1+T3 z wynikami przewidywanymi dla ukladu dzialajacego poprawnie

Zadajacy w fabeli 8 zapisaf wniosek dla Zacza:

R.4.1 anoda-katoda diody D1: zgodny
R.4.2 anoda-katoda diody D2: zgodny
R4.3 anoda-katoda diody D3: zgodny
R.4.4 baza-emiter franzystora T1: niezgodny
R.4.5 baza-kolektor tranzystora T1: niezgodny
R.4.6 baza-emiter tranzystora T2: zgodny
R.4.7 baza-kolektor tranzystora T2: zgodny
R4.8 baza-emiter tranzystora T3: zgodny
R.4.9 baza-kolekior franzystora T3: zgodny
R.5 Rezultat 5: Ocena sprawnosci wybranych elementow wchodzacych w skiad ukladu SWO

Zadajacy w fabeli 9 zapisal wniosek dla elemeniu:

R.5.1 CD4081BP Bramka B1: sprawna

R.5.2 CD4081BP Bramka B2: niesprawna
R5.3 |BC547C Tranzystor T1: niesprawny
R5.4 |BC547C Tranzystor T2: sprawny

R.5.5 |BC547C Tranzysior T3: sprawny

R.5.6 1N4148 Dioda D1: sprawna

R.5.7 1N4148 Dioda D2: sprawna

R.5.8 1N4148 Dioda D3: sprawna

R6 Rezultat 6: Wybor elementéw przeznaczonych do wymiany w celu naprawy usterki ukladu SWO

Zadajacy w fabeli 10 w zapisal:

R.6.1 funkcje elementu: Bramka B2 lub B2
RE.2 typ elementu przeznaczonego do wymiany: CD4081BP lub CD4081
o pod warunkiem, ze dotyczy bramki B2
RE.3 typ elementu zastepczego: CD4081BP |ub CD4081
o pod warunkiem, Zze dotyczy bramki B2
R.6.4 |funkcje elementu: Tranzystor T1 lub T1
RES typ elementu przeznaczonego do wymiany: BC547C |ub BC547
o pod warunkiem, Ze dotyczy tranzystora T1
R.6.6 |typ elementu zastgpczego: BC547C lub BC547 pod warunkiem, ze dotyczy tranzystora T1




